FISCHERSCOPE® X-RAY SERISI

Kaplama kalinligi olgumu ve analizi i¢in X-ray floresans cihazlari
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Gergcekten onemli olan seye odaklanmaniza
yardimci oluyoruz - urunlerinize.

Bazen en kucuk detaylar basariyi belirler.
Yapilar kuculurken talepler buyur, titiz kalite

kontrol yepyeni bir onem kazanir.

Kaplama kalinligi olcumu veya malzeme
analizi icin olsun, Fischer hassas ve kesinlikle
guvenilir olcum teknolojisi i¢cin tercih ettiginiz
ortaginizdir. X-ray sistemlerimizle, calismaniz
mumkun oldugunca kolaylastirmak icin verimli

cozumler sunuyoruz.

Measuring Made Easy®
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WinFTM® — Once kullanici dostlugu

WinFTM® yazilimi, tiim FISCHERSCOPE® X-RAY cihazlarinin matematiksel kalbidir. Olgiilen X-1sin1 spekt-
rumundan verileri alir ve kaplama kalinligi dl¢iimii ve malzeme analizi i¢in parametreleri doniistiiriir.

Ister mal girisi kontrolleri, kalite kontrolleri, laboratuvar-
da yapilan arastirmalar igin ya da cesitli 6lgcim tekno-
lojisi talepleri olsun, FISCHERSCOPE X-RAY cihazlari ve
bunlari yonlendiren yazilimlar soz konusu ¢alismalari
gerceklestirmek icin son derece yetkindir. WinFTM®
yaziimi uygulamalari ve islevleri saglar ancak olgim
verilerinizin verimli bir sekilde degerlendirilmesine ve
profesyonel dokimantasyonuna ihtiyaciniz vardir.

Miisteriye 6zel 6l¢iim uygulamalari

Rutin olgum garevleri icin, yalnizca birkac tiklamayla
baslatilabilen onceden programlanmis ol¢um dizileri
yazilimda mevcuttur. Ayrica, voltaj ve filtre ayarlari gibi
uyari parametreleri, her uygulama icin en iyi sonuclari
elde etmek adina manuel olarak ince ayar yapilabil-
mektedir. WinFTM® ile, tek bir olglimde farkli uyarimlar
kullanmak bile mUmkdndur.

Talep Uzerine Fischer belirli uygulamalariniz igin
makrolar programlayabilir. Ornegin iiretim kontroli icin
eksiksiz denetim planlari basit bir isletme prosedirtne
entegre edilebilir. Bu teknik olmayan personelin bile
karmasik olgimler yapmasini saglar.

Otomatik dl¢iim dizileri

Cogu durumda, olgimler otomatiklestirilebilir. Otomatik-
lestirilmis olcimler verimliligi arttirir ve zaman kazan-
dirir. WinFTM®'nin gorintl tanima islevi sayesinde, cihaz
onceden ayarlanmis olgim konumlarini otomatik olarak
bulmaya devam eder. Bu ozelligi, uzun sireler tamamen
bagimsiz ¢alismasini saglar.
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istatistiksel siire¢ kontrolii

Ortalama deger ve standart sapma gibi ortak parametre-
leri hesaplayan istatistiksel fonksiyonlara ek olarak, Win-
FTM® istatistiksel islem kontroll icin de araclar sunar.
Boylece olgum sonuglari SPC kontrol ¢izelgeleri halinde
goruntulenebilir ve kaydedilebilir.

WIinFTM® ayrica kapsamli bir hata hesaplamasi yapar, bu
nedenle olcum belirsizliklerini saptamak kolaydir. Daha
fazla islemicin, veriler kolaylikla daha yuksek kalite
yonetim sistemlerine aktarilabilir.

m Kaplama kalinligr i¢in Universal yazilim
malzeme ve banyo ile birlikte olgim
analizi

m Standart gorevler icin onceden tanimlanmis
olcUm rutinleri

m Olgiim dizilerinin programlanmasi
m  Kullanisli kalibrasyon fonksiyonlari
m Goruntu tanima fonksiyonu

m Otomatik olcim islemleri

m Fundamental parametre analizine dayanan
standartsiz oleim

m SPCile istatistiksel fonksiyonlar
m \Verilerin kalite yonetim sistemlerine aktarimi

m Bireysel protokollerde veri ve dlcim ayarlari-
nin dokumantasyonu



Standartsiz temel
parametre analizi ile, zaman
alan cihaz kalibrasyonu olmadan
olgime baslayabilirsiniz.




Kisa bir aciklama:

X-Ray cihazinin yapisi

WinFTM®

KAMERA

* Jope.
DETEKTOR
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X-RAY TUPU
X-ray 1sinini uretir

SHUTTER
acilir / kapanir

PRIMER FILTRE
iIsinlama radyasyonunu optimize eder

AYNA
goruntlyu kameraya aktarir

KOLIMATOR
parca Uzerindeki clglim alanini
belirleyen aciklik

| KAPLAMA MALZEMESI
BAZ MALZEME
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X-1sini tiipii: Birincil X-1sin1 radyasyonunu olusturur. Daha
gelismis modellerde ylksek ¢ozunurlikli bir mikrofokus
tipU bulunur. S0z konusu ekipmanla donatilmis cihazlar
daha klcuk noktalarda olglim yapilmasini mimkdn kilar.

Shutter: Isin yoluna entegre edilmis shutter, birincil
radyasyonun ol¢Um odasina girmesini engelleyen bir
glvenlik cihazidir. Sistem yalnizca olgim slresince
ve sadece kapak kapaliyken kilitlenir. Bu, operatore
zarar verme riskini onler.

Birincil filtre: Kullanilan filtreye bagli olarak, isinlama
kosullari farkli oleim gorevleri icin ayarlanabilir.

Kamera/ Ayna: Ayna goruntiyU kameraya yonlendirir.
Bu, ol¢im noktasinin konumunun goridntilenmesini
saglar.

Kolimator: Birincil isinin ¢apini sinirlandirir ve tanim-
lanmis boyutta bir olcim noktasina isinlama yapil-
masini saglar. Kiclk kolimatorlerde, numune birincil
radyasyonun ¢cogunlugundan korunur. Diger yandan,
polikapilerler tim X-i1sini radyasyonunu kiguk bir ylizeye
odaklayarak kiclk olecim noktalarinda bile kisa ol¢im
sureleri saglar.

Detektor: Tip ve ¢ozunurluk, cihazin uygun oldugu olgim
gorevlerini belirler. Fischer tg farkli dedektor turl sunar:

Oransal sayag: Basit olgme gorevleri icin olan bu detek-
tor, daha kig¢uk oleim noktalariyla daha kalin katmanlari
olcmek icin idealdir.

Silikon PIN diyotu (PIN): Hem malzeme analizi hem de
kaplama kalinligr olgimu i¢in kullanilabilen orta seviye
bir detektorddur.

SDD: Bu modern yari iletken detektoriin gucu gok ince
filmleri ol¢ebilme ve ppm araliginda iz analizi yapma
kabiliyetinde yatmaktadir.

DPP: Sirket icinde gelistirilen Fischer DPP, ¢cok ylksek
darbe ve sayma oranlarini isleyen, yluksek teknoloji
drunu bir bilesendir. Detektor tarafindan kaydedilen
aksiyonlari kuvvetlendirir. Detektorle birlikte DPP, cok
yuksek stabilite ve enerji ¢ozundrliglinden sorumludur
ve saniye basina disen “pulse’dan bagimsizdir. Birim
zamandaki pulse sayisindan bagimsiz olarak.

more precise
high count rates
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FISCHERSCOPE® X-RAY XUL®/XULM®

FISCHERSCOPE® X-RAY XUL® ve XULM® serisinin saglam cihazlari, pliriizsuz ve sezgisel kullanim igin
tasarlanmistir. Kompakt olmalarina ragmen, 17 cm yukseklige kadar olan ornekler i¢in bol miktarda
alan vardir. Yuvadaki (C-slot) bir girinti, numunelerde daha biiylik 6l¢iimleri saglar. Or. PCB (baskili

devre)



Mrler (XUL

Hiz odakli giris seviyesi modeller

FISCHERSCOPE® X-RAY XUL® ve XULM® serisinin
cihazlari, cok sayida numunenin kalite kontrolinden
olabildigince hizli bir sekilde gecmesi gereken elektro
kaplama alaninda, kaplama kalinliginin hizli bir sekilde
belirlenmesiicin dogru ¢ozimdur.

Bu nedenle, XUL serisi, hacimli numunelerin dl¢im
odasinda manuel olarak konumlandirilmasini saglamak
icin tasarlanmistir. istege bagli olarak temin edilebilir bir
manuel XY odacigi, kiicuk parcalarin tam olarak hizalan-
masini kolaylastirir. Unitenin 6niindeki kullanici dostu bir
kontrol paneli kullanimi daha da kolaylastirir.

Otomotiv: Cr/Ni/Cu/ABS

Korozyon korumasi: Zn/Fe

XUL® serisi, capi 0,7 mm veya daha buytk olan noktalari
olcmeye izin verir. Bu saglam cihazlar somun, vida ve
diger galvanik yuzeylerde olgimler i¢cin mikemmeldir.
Korozyon korumasi baska bir uygulama alanidir.

Konektorler, kontaklar, teller ve PCB'ler FISCHERSCOPE®
X-RAY XULM® serisinin alanidir. Mikrofokus borusundan
dolayi, sadece 0,1 mm'lik spot buyukliklerde olcim yap-
mak mumkunddr.

Ozellikler

m Kaplama banyolarinda kaplama kalinliginin olgtilme-
si ve metal iceriginin belirlenmesi

m 17 cm'ye ylksekligine kadar numunelerde olgim
yapmay! mumkun kilar

m Kisa olglim sureleriigin orantili sayac borusu dedek-
tord

m Standart X-ray tlpl (XUL® serisi) veya mikrofokus
tlpl (XULM® modelleri)

m Dairesel veya delik acikligi secimi (@ 0.3 mm; 0.3 x
0.05 mm; XUL®)

m 3 katli degistirilebilir birincil filtre

m Standart donanim olarak 4 kat degistirilebilir diyaf-
ram (XULM®)

m Alman radyasyon koruma kanunu ile tamamen koru-
nan cihaz

1M1



FISCHERSCOPE® X-RAY XAN®

FISCHERSCOPE® X-RAY XUL® serisi gibi, XAN® cihazlari temelde basit geometrili ornekler icin tasarlanmis-
tir. Yine de, XAN serisi, belirli uygulama gorevleri icin gereksinimlerinizi karsilayacak sekilde uyarlanabilir.
Bu, dedektor, diyafram agikligi ve filtre segeneklerini igerir.
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Soy metal denetimi

Cok ¢esitli uygulamalar i¢in sistem

FISCHERSCOPE® X-RAY XAN® serisinin farkli modelleri
cok cesitli uygulamalari kapsar. Hedef, degerli metallerin
ve altin alasimlarinin hizli ve hassas malzeme analizi
uzerinedir. Bu cihazlar, RoHS Direktifi kapsamindaki agir
metal eser elementlerin ve diger tehlikeli maddelerin
tespitinde ustunddur. Bu, elektronik ve diger tdretim en-
dustrileri icin ozellikle onemlidir.

XAN® 215, uygun maliyetli bir PIN dedektortne sahip bir
cihazdir. Gumus ve bakir gibi diger birkac elementiceren
basit altin alasimlarini analiz etmek i¢in uygundur. Daha
karmasik alasimlar icin, SDD olan cihazlar (6rnegin,

XAN © 220) daha iyi bir secimdir. Cok daha yiiksek ¢ozii-
nurlukleriile altin ve platin arasinda ayrim yapabilirler.
Ornegin, dis alasimlari ve erimis degerli metal alasimla-
rinin analizinde belirleyicidir.

Numunenin ayarlanmasi

Video goruntusd, olgum noktasini
tam olarak gorlntuler

RoHS taramasi ayni zamanda farkli birincil filtrelerin
yani sira daha ytksek ¢ozunurlukler gerektirir. Bunun
icin ideal: Sabit numune desteg@ine sahip XAN® 250 veya
manuel olarak calistirilan XY tablali XAN® 252.

Ozellikler

m Basit geometrili numunelerde metal analizi, degerli
metal analizi, kaplama kalinligi olg¢imu ve RoHS
taramasi icin kapsamli enstrimanlar

m Yariiletken dedektorler mukemmel algilama dogru-
lugu ve yuksek ¢ozinurlik sagla

B 6 katli degistirilebilir birincil filtreler (XAN® 250, 252)
®m 4 katli degistirilebilir diyaframlar (XAN® 250, 252)

m 17 cm yukseklige kadar numune olgumu yapabilir
(XAN® 222, 252)

m Alman radyasyondan korunma kanununa gore tip
onayi ile tam korumali cihazlar (XAN® 215, 220, 250)
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FISCHERSCOPE® X-RAY XAN® 500, piyasada bulunan ¢ok yonli X-isini floresan sistemidir. Elde tasi-
nan bir cihaz olarak, ¢alisan bir lretim hattinda ugak parcalari, borular veya tirbin kanatlari gibi ha-
cimli kisimlardaki kaplamalari olgmek icin mikemmeldir. Ek olarak, XAN® 500 sadece blyiik parcalar
uzerinde olgmekten daha fazlasini yapabilir. istege bagli olarak temin edilebilen dlgiim kutusuyla,
cihaz sadece birkac¢ basit adimda bir masaustu cihazina dontsturilebilir.
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Ucak yapiminda korozyon korumasi

Saha gorevlerinde uzman

Klglk boyutuna ragmen, FISCHERSCOPE® X-RAY XAN®
500 laboratuvar ekipmanlarindan higbir sekilde geride
degildir. Modern SDD dedektord, kisa olgim surelerinde
bile dogru ve kesin ol¢im sonugclari yapabilerir. Birden
fazla katman iceren karmasik olgiim gorevleri bile gu-
venilir bir sekilde - ve hizli bir sekilde yapilir. Nasil? Zeki
klcuk cihaz, tek bir olecim adiminda tabakanin kalinligini
ve bilesimini tespit eder.

Olctim kutusu Olgiim hiicresi

Uc noktali ayak destegi sayesinde, XAN® 500 yiizeye
guvenli bir sekilde yerlestirilebilir, boylece kaplama
kalinliklari yuksek bir tekrarlanabilirlik ile hassas sekilde
belirlenebilir. Sonuclar dogrudan ekranda gosterilir.

Veri degerlendirmesi icin, el tipi Unite, Fischer'in diger
X-ray sistemlerinde sunulan WinFTM yaziliminin tam
strumuyle donatilmistir. Kalibrasyon setleri hazir bu-
lunamadigindan, WinFTM'nin temel parametre analizi,
onceden kalibrasyon olmadan ol¢gmek icin standartsiz
olcuim yetenekleri sunar.

Ozellikler

Hassas kaplama kalinligi olgimu ve malzeme analizi
icin Universal el tipi cihaz - karmasik olcum gorevle-
rinde bile

Agirlik 1.9 kg
Tek bir aku sarjinda 6 ila 8 saat ¢alisma suresi

Tasinabilir olcUm kutusu sistemi bir masadtstiu ciha-
zina donusturar

3 mm olcum spot capi
SDD dedektor

Bluetooth ile baglantili tam WinFTM® yazilimi ile veri
degerlendirme

Opsiyonel olarak temin edilebilir sivi olgim hucresiy-
le banyo analizi yapabilme

IP54 koruma sinifiile dis mekan kullanimii¢in uygun



FISCHERSCOPE® X-RAY XDL®/ XDLM®

Kalici olarak monteli, ayarlanabilir veya tam otomatik olsun, FISCHERSCOPE® X-RAY XDL® / XDLM®
serisi ihtiyaclariniz icin her zaman dogru ol¢iim tablalarina sahiptir. Sabitlenmis ornek destegi ve
manuel ol¢im asamasi buyik numunelerin tasinmasini kolaylastirirken karmasik geometrili olanlar
motorla ¢alisan ve programlanabilir olgim tablasina tam olarak yerlestirilebilir. Bu, katman ozellikle-
rini belirlemenizi veya birkag numuneyi birbiri ardina 6lgmenizi saglar - hatta otomatik olarak.
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Galvanik kaplamalar (XDL®, XDLM®)

Otomatik ol¢im dunyasina biletiniz

FISCHERSCOPE® X-RAY XDL® ve XDLM® cihazlari, XUL® ve
XULM® serileri ile yakindan ilgilidir: Dedektorler, X-1sini
tupleri, acikliklar ve filtre kombinasyonlari aynidir. Bu-
nunla birlikte, XDL® ve XDLM® yukaridan asagiya dogru
Isin ile olgim yapar. Bu otomatik olgimin yapilmasini
kolaylastirir.

XDL® serisi - seri Uretilen galvanizli parcalarin kontrolu
ve banyo analizi i¢in ideal - basit masaustu cihazlarindan
(6rnegin, sabit numune destegdine sahip XDL® 210 ve
220) programlanabilir XY kademeli (XDL® 240) modellere
kadar . ikincisi, otomatik seri testi icin de kullanilabilir.

Konnektorler: Au/Ni/CuSné

Korozyon korumasi: Zn/Fe

XDLM® serisi, bir mikrofokus tupu ve ¢coklu acikliklarin
yani sira birincil filtre degistirici ile donatildigindan XDL®
serisinden farklidir; bu, bircok kic¢uUk parcayi birbiri

ardina incelemeniz gerektiginde idealdir. XDL® ve XDLM®
elektronik endustrisiicin de cok kullanistidir, cinkt O -
80 mm arasindaki degisken olcim mesafesi, konektorler
gibi dlzensiz sekilli parcalarin ol¢ilmesini kolaylastirir
(6rnegin, XDLM® 237).

Ozellikler

m Universal cihazlar; seri iiretilen, galvanizli parcalarda
oleim igin uygun

m Standard X-ray tube (XDL®); microfocus tube (XDLM®)
Fixed or 3-fold exchangeable primary filter

m Fixed or 4-fold exchangeable aperture

m Proportional counter tube enables short measuring
times, even with small measuring spots

m Various measuring stage options; some models with
extended sample support

m Fully protected instrument with type approval ac-
cording to German radiation protection law



FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL®

incelenecek tabakalar ne kadar ince ise dedektdr secimi o kadar 6nemlidir. FISCHERSCOPE® X-RAY
XDAL® serisi, farkli modellerden olusur. PIN dedektorid hem malzeme analizi hem de kaplama kalinligi
olcimu icin kullanilabilir. Ultra hassas analiz gerekirse, SDD dedektor en iyi secimdir. Daha kisa olgim
sureleri ile optimum enerji ¢ozlnurligu saglar.



PCB Baskili Devre Kartla /Pd/Ni/Cu

Ince kaplamalarda en iyi detektor

Yari iletken dedektorleri ile, FISCHERSCOPE® X-RAY
XDAL® serisi, lehim alasiminin hizli ve dogru tespitii ¢in
mukemmel bir secimdir. Bu, gelen mal incelemesinde
basit bir tarama ile farkli lehim kompozisyonlari alma
riskini ortadan kaldirmayi mumkdtn kilar.

Ek olarak, programlanabilir olgim tablasi, XDAL® serisini
0,05 mikron kalinligindan daha ince ve ultra ince kapla-
malarin test edilmesini gerektiren uygulamalar icin ideal
kilar. Ornegin, harita modu, yiizeylerin taranmasini ve
dretim ya da gelen mal muayenesi sirasinda farkli bile-
senlerin buytuk miktarlarda test edilmesini kolaylastirir.

Bir HSS matkap ucu: TiN/Fe

Yuksek guvenilirlik: Elektronik
parcalarda Pb (>% 3)

50 mm? silikon sapma algilayicili versiyon, RoHS élcim-
lerii¢cin de uygundur.

Ozellikler

m ince ve cok ince filmlerin (<0.05 pm) otomatik 6l-
cUmleri ve ppm araliginda materyal analizleri icin
universal cihaz

Tungsten anotlu mikrofokus tupu
m 3 farklidegistirilebilir birincil filtre
m 4 farkli degistirilebilir kolimator

m Farkliyariiletken dedektorleriicin segcenekler (Silili-
con PIN dedektori; SDD 20 mm?, SDD 50 mm?)

m Alman radyasyondan korunma yasasina gore tip
onay! ile tam korumali cihaz



FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-SDD

FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-SDD serisi Fischer'in premium urin serilerinden biridir. Yiksek enerji
coziinurliigline sahip bir SDD dedektori ile donatilmistir. Bliyiik kolimatorlerle, XDV®-SDD serisi ola-
ganustu ol¢lim sonuglari elde eder. Kolayca erisilebilen buylk ol¢iim odasi, hem bilesenlerde hem de
karmasik geometrili bliylik numunelerdeki ol¢limler igin uygun kilar.



Oyuncaklarin kirletigi

Yuksek kalibreli ¢ok yonlu

FISCHERSCOPE® X-RAY XDV ®-SDD eFischer'in giiclii
X-1sini cihazlarinin biridir SDD detektord hafif element-
lerin X-1sini radyasyonuna karsi asiri duyarlidir Bu da
¢cok dusUk tespit limitlerine izin verir NiP, RoHS ve ¢cok

ince (<0.05 )m) kaplamlar. Bu yiizden XDV ©-SDD Ar-Ge,

laboratuvar ve sureclerinde fazlasiyla iyi performans
gostermektedir. Ayrica, kullanim kolayligi onu Uretim
kontrolinde vazgecgilmez yapar.

NiP/Fe: P concentration and layer Pasivasyon katmanlari: Cr/Zn/Fe

thickness

XDVe®-SDD sistemi ozellikle iz analizi ve kirletici limit

degerlerinin hizli bir sekilde izlenmesi i¢in cok uygundur.

Ornegin, plastiklerde, Pb, Hg ve Cd gibi kritik kimyasal

elementleri tespit etmek icin sadece bir ka¢ ppm’lik tes-

pit limitleriyle kullanilabilir.

Ozellikler

Evrensel enstriman, dusuk tespit icin en uygun
gore kirleticilerin konsantrasyonlari RoHS Direktifi ve
otomatik olctimler icin 50 nm'den ince tabakalar

Tungsten anotlu mikrofokus tup; molibden anot
istege bagli

6 farkli degistirilebilir birincil filtre
4 farkli degistirilebilir kolimator
50 mm? SDD detektori

Kuglk yapilarda otomatik olgim i¢in hasas program-
lanabilir olcum tablalari

Alman radyasyondan korunma yasasina gore tip
onayl ile tam korumali cihaz



FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-1 /
XDVe-p LD

Geleneksel X-1sin1 cihazlari, yapilarin ¢ok kigiik olmasi halinde (<0,1 mm) daha uzun dlcim sireleri gerektirir.
Bu nedenle Fischer, kiicuk ol¢iim noktalarinda bile kisa dl¢gtim siirelerini mimkin kilan 6zel bir 6lgiim cihazi
gelistirmistir - FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-p. Bu, birincil X-1sini radyasyonunu gii¢lu bir sekilde odaklayan

ici bos cam lif demetleri olan polikapiller optiklerinden kaynaklanmaktadir. Bu sekilde elde edilen sinyal yo-
gunlugu, kisa dl¢liim stireleri ve tekrarlanabilir sonuglar saglar.



Konektorler (XDV®-p LD)

Kucuk olcum yuzeyi - en yuksek hassasiyet

PCB tzerindeki kaplamalar gesitli islevleri yerine getirir.
Uygulamaya bagli olarak korozyon korumasi, asinma di-
renci veya sinyal iletimi saglayabilir. Belirli bir kaplama-
nin belli bir olgtim araligr icerisinde kalmasini saglamak
icin kalitesi surekli izlenmelidir.

FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-u serisi, cok klcuk yapilar-
daki olgiimler icin ideal olan genis alan SDD dedektorler
ve polikapiller optiklerle donatilmistir; bag ylzeyleri,
SMD bilesenleri veya ince teller.
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icerigin kontrol edilmesi

Genis, kolay erisilebilir dlcim odasi - yandan kesikli (C
yariklari) ve genisletilmis numune destegi - bluylk numu-
nelerle calismayi kolaylastirir.

XDV®-LD modeli, hacimli numuneler icin daha fazla alan
sunar. 12 mm ol¢cim mesafesi, monte edilmis PCB'leri
barindirir.

Ozellikler

m PCB'lerdeki temas yizeyleri ve konektor kontaklari
gibi kiicUk bilesenler ve yapilar dzerindeki olgimler
ve ayrica karmasik cok katmanli sistemler igin ol-
cimler

m Tungsten anotlu mikrofokus tupdu; istege bagli olarak
molibden anot kullanilabilir

m  Esnek, 4 farkli degistirilebilir birincil filtre

m Kisaolgim sureleriyle ozellikle kigtk ol¢um nokta-
lariicin polikapiller optikler (10-60 ym FWHM)

m 20 veya 50 mm? etkili alana sahip SDD dedektorler

m Hassas numune konumlandirma icin 3 x optik zoom
ozellikli video sistemi

m Kulcuk yapilardaki otomatik olgimler icin hassas,
programlanabilir olgim ablasi



FISCHERSCOPE® X-RAY XUV 773

Atom numarasi disiik (hafif) elementlerde, X-1sini floresan radyasyonunu, havada emilir. Bu nedenle,
normal atmosfer sartlarinda, hafif elementleri tespit etmek zordur. Fischer, FISCHERSCOPE® X-RAY
XUV 773 ile hafif elemanlari 6l¢gmek igcin vakum saglayan bir dlgim odasina sahiptir. Sivilari veya gev-
sek toz numunelerini 6lgmek igin, Fischer bir helyum opsiyonunu sunar.



Degerli tas analizi

Hafif elementlerin onemi

Tarihsel nesneler ve mucevherler tarihimize taniklik
eder. Tasarimlarinin yani sira, kullanilan malzemelerin
bilesimi belirli bir zaman dilimine veya bolgeye isaret
ediyor olabilir. Ornegin, Mg, K, Ca, Sr ve Rb gibi metal
iz elementlerin varligina bagli olarak, bir kiymetli tasin
fiziksel kokeni hakkinda cikarimlar yapilabilir. Au ve
Pb gibi diger elemanlar, olustugu sartlara dair ipuglari
saglar.
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Toprak ornekleri, kulleri, miner-
alleri

Degerli Tas: Matrix AL,O,, SiO,

FISCHERSCOPE® X-RAY XUV sistemi malzeme analizinde
uzmandir. Tarihsel nesneleri tam olarak tanimlamaya ve
orijinalleri sahtelerinden ayirt etmeye yardimci olur. An-
tik eserler hem hafif hem de agir bircok farkli element-
ten olusabilirbu nedenle genis bir element yelpazesini
kapsayan bir olgum sistemine ihtiyag duyarlar.

Tum X-ray serilerimizde oldugu gibi, FISCHERSCOPE®
X-RAY XUV 773 de gucli WinFTM® degerlendirme yazili-
mi ile donatilmistir.

WinFTM'nin ¢oklu uyarma ozelligi, bir numuneyi farkli
uyarma kosullari altinda analiz etmeyi mimkun kilar -
hepsi tek seferde. Boylece aliminyum veya silikon gibi
hafif elementler ayni dlcimde agir metallerle birlikte
algilanabilir.

Ozellikler

m Cok gesitlielemanlar icin malzeme analizi ve katman
kalinligi olcim; ayrica agir elementler icin (sodyum
ila uranyum)

m Ortam havasinda, vakum altinda veya helyum atmos-
ferinde olcimler

m Rodyum anotlu mikrofokus tupu; istege bagli olarak
molibden, tungsten veya diger anot malzemeleri

m 6 kat degistirilebilir birincil filtre
B 4 kat degistirilebilir diyafram

m Silikon siriklenme dedektoru









FISCHERSCOPE® GOLDSCOPE SD®

Hem GOLDSCOPE SD® serisinin hem donanim hem de yazilimi, kuyumculuk ve altin sektoriiniin
gereksinimlerini karsilamak i¢in 6zel olarak tasarlanmistir. Bu modellerle, yalnizca altin, micevher
ve degerli metalleri test etmek icin ihtiyaciniz olani satin alirsiniz. Size faydasi: paranizin karsiligini

alamazsiniz!



Altin micevherat

Analiz, deger belirleme ve ozgunluk testi

GOLDSCOPE SD® serisi ile Fischer, altin ve degerli metal-
lerin tahribatsiz muayenesi icin 6zel bir ¢ozim sunar.

Tum GOLDSCOPE SD® modelleri, iyi bilinen Fischer has-
sasiyetine sahiptir. Onceden programlanmis olan altin

ve degerli metallerin test edilmesi icin en onemli ol¢Um
gorevlerine sahip olan WinFTM® yazilimi ile donatilmistir.
GOLDSCOPE SD® ailesi, test ihtiyaclariniz icin dogru
¢ozumu sunar.

Magazalarda ve rehin dukkanlarinda kullanilmak Uzere
belirlenen silikon PIN dedektorlerine sahip uygun mali-
yetli cihazlar, mlUcevher ve altin altinin kompozisyonunu
kontrol etmek icin idealdir. GOLDSCOPE SD® 510 modeli
ozellikle yerden tasarruf saglar: DizUstu bilgisayarinizi
cihazin Uzerine koymaniz yeterlidir.

Test laboratuarlari ve kuyumculuk ureticileriicin bu seri
SDD dedektorlerine ve degistirilebilir kolimatorlere sahip
aletler sunar. Bu sekilde, GOLDSCOPE SD® serisi daha
titiz talepleri de karsilayabilir.

Ozellikler

m  Altin ve degerli metallerle ilgili olglim gorevlerine
uygun donanim ve yazilim iceren kompakt, saglam
masadustu cihazi

m Ozellikle GOLDSCOPE SD® 510 versiyonu ile yerden
tasarruf

m Cesitli mevcut acikliklar; GOLDSCOPE SD® 550, capi 2
mm'ye kadar olan degistirilebilir kolimatorler

m VYariiletken dedektorler (PIN ve SDD) cok iyi algilama
dogrulugu ve yuksek ¢cozunurlik saglar

m Alman radyasyondan korunma kanununa gore tip
onayi olan tam korumali cihaz (GOLDSCOPE SD® 515,
520 ve 550)
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Cok katmanli PCB lerin bircok endustride cesitli kullanimlari vardir. Santralleri kontrol etmek icin
kullanilabilirler; tibbi ekipmana monte edildiklerinde hayat kurtarmaya yardimci olurlar; uydu-
lardakiler diinyadaki milyonlarca insani birbirine baglar. Ozellikle giivenilir elektroniklere ihtiyac
duyan endustrilerden biri de havaciliktir: Ugus sirasinda gerceklesen bir hata birgcok cana mal
olabilir. Bu nedenle, baskili devre kartlarinin elektroniklerim gerektigi gibi ¢calismasini saglamak
icin yuksek kaliteli kaplamalara sahip olmalari onemlidir. ENIG ve ENEPIG uygulamalari icin cogu
lretici PCB'leri 20 ila 250 nm kalinliginda altin ve paladyum katmanlari ile kaplar. Uretim kontro-
lU s0z konusu oldugunda Fischer PCB serisi en yuksek yetkinlige sahiptir.
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FISCHERSCOPE® X-RAY XULM®-PCB/

XDLM®-PCB / XDV®-u PCB

Fischer, PCB serisi ile baskili devre kartlari icin 6zel ¢oziimler sunar. ihtiyaca bagli olarak farkli
modeller mevcuttur. Kullanici, asagidan veya yukaridan ol¢glim, manuel konumlandirma, motorlu XY
kademe veya daha blylik destek ylizeyleri gibi segenekler arasinda segim yapabilir.



Baskili devre kartlari (PCB)

PCB icin profestonel seri

'PCB’ ekini tasiyan Fischer cihazlari, baskili devre kartlari
icin uzmanlasmistir. Basit algtim gorevleri icin, FISCHER-
SCOPE® X-RAY XULM®-PCB ve XDLM®-PCB sistemleri,
orantili sayac tupleriyle donatilmistir. Kiguk bir olglim
noktasi kullanarak daha kalin katmanlarin hizli ol¢ctlmesi
icin cok uygundurlar. iki model arasindaki temel fark,
XDLM®-PCB sistemlerinin ayrica tretim kontroliinde
otomatiklestirilmis dlcimlere (XDLM®-PCB 210 ve 220)
de uygun olmasidir.

Montajli PCB'ler

Kiguk yapilar

incelenecek katmanlar ne kadar ince ise (6rnegin, altin /
palladyum <0.1), dedektor se¢imi o kadar énemlidir. SDD
dedektoru sayesinde, FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-u
PCB, baskili devre kartlarinda bulunan minik yapilari
olcmek icin idealdir. Bu ayni zamanda ¢oklu katmanlar,
fonksiyonel katmanlar, ultra ince kaplamalar ve otomatik
olgumler i¢in de gecerlidir.

XULM®-PCB ve XDLM®-PCB'nin Ozellikleri

m Baskili devre kartlar (PCB)iicin 6zel cihazlar

m 3 farkli degistirilebilir primer filtreler (XDLM®-PCB
220)

m Kisa olglim sureleriigin oransal sayaclar

m Kismen otomatiklestirilmis ve istege bagli olarak
uzatilmis destek yiizeyli (120 x 90 cm'ye kadar) ¢ce-
sitli olcUim tablalari

XDV®-p PCB Ozellikleri

m Kulcuk yapilarda otomatik olcumler
m 4 farkli degistirilebilir birincil filtreler

m Kisa olgum sureleriyle ozellikle kiguk olcum nokta-
larricin (10 veya 20 um FWHM) polikapiller optik

m 20 veya 50 mm? etkili alana sahip SDD detektorler

m istege bagli vakum islevli programlanabilir dlcim
tablalari



FISCHERSCOPE® X-RAY
XDV®-uy LEAD FRAME

Yari iletken belleklerin tretiminde kullanilan oncu ¢ergevelerde bir¢gok ¢ok katmanli kaplama vardir
- altin, paladyum, nikel ve bakir, vs. Kompozisyonu ve kalinligi, X-1sini floresan kullanilarak kesin bir
sekilde belirlenebilir. Ozel olarak gelistirilen masaiistii cihazi FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-u LEAD
FRAME ¢ok kuglik yapilardaki kesin ol¢limler igin polikapiller X-i1sini optigi ile donatilmistir. Bu, kalite
kontrol amaciyla otomatik dlglim yapmayi mimkiin kilar.
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Kursun cerceve: Au/Pd/Ni CuFe Uzerinde
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Kursun cerceveler icin uzmaniniz

FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-u LEAD FRAME modelle-
riyle, nanometre araligindaki katman kalinliklari, kursun
cerceveler ve diger duz mikro-elektrikli bilesenler
uzerinde test edilebilir. Bu X isinricin tipik uygulamalar,
bir CuFe substrati izerindeki altin, paladyum ve nikel
katmanlarinin olecimuddr. Ayrica, NiP katmanlarindaki
fosfor iceriginin belirlenmesi bu 6zel cihazlar i¢in sorun
degildir.

XDVe-u LEAD FRAME, kullanici dostudur. Elektrikle
calisan bir Z eksenine sahiptir ve programlanabilir XY
asamali otomatik olcUmler icin tasarlanmistir. Yuvadaki
bir girinti, ol¢im odasina sigmayan diz numunelerin
oleimunu kolaylastirir. Koruyucu baslik agildiginda,
numune otomatik olarak olgim konumuna yerlesir. ilgili
olcum icin ideal kosullar yaratan XDV®-u LEAD FRAME
cihazi, degistirilebilir birincil filtrelere sahiptir. ilaveten,
dusUk enerjiler i¢in tasarlanmis bir polikapiler optik ile
donatilmistir.

Ozellikler

Kursun cerceveler gibi cok ki¢uk, yassi yapilarda
ince tabakalarin ve cok tabakali tabaka sistemlerinin
Olcimu icin ozel cihaz

Helyum sifonu, sodyumdan baslayan cok hafif ele-
mentlerin bile olgulebilirligini saglar

Polikapiller optik
Krom anotlu ylksek giglu tupler
4 farkli otomatik degistirilebilir filtre

Numune yerlestirmek icin yUksek ¢cozuntrlukli CCD
renkli kamera, kalibre edilmis skalali arti isareti,
ayarlanabilir LED aydinlatmasi ve lazer pointer
(simif 1)

Silikon surtklenme dedektort

Acilir islevli ve elektrikle calisan Z ekseni ile hizl,
programlanabilir XY asamasi



FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-y WAFER

Wafer'larin tasinmasi ve dl¢iilmesi zor bir islemdir. FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-u WAFER, prog-
ramlanabilir bir 6l¢im tablasi ve vakumlu gofret aynasi ile bu zorluklari karsilar. Gofret sahneye
yerlestirilir ve daha sonra 6l¢iim programlanan noktalarda - tamamen otomatik olarak - yapilir.
Cihaz, sistemin onceden ayarlanmis olgtim konumlarini otomatik olarak buldugu desen tanima yete-
neklerini sunar.



Wafer'larda metallesme
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Wafer uygulamalari i¢in son teknoloj

Wafer Uretimi kullanilmakta olan en yuksek olgim tek-
nolojisine ihtiyac duymaktadir. itk olarak,cok hassas bir
yiizeye sahiptirler. ikincisi, cok kiiciik yapilari nedeniyle
ozel olcum cihazlarina ihtiyac¢ duyarlar.

FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-u WAFER modelleri, mikro
yapilarin otomatik analizi ve yari iletken endustrisinin ge-
reksinimlerini karsilamak icin 0zel olarak tasarlanmistir.
Tipik olgim gorevleri arasinda baz metalizasyonlarinin
karakterizasyonu, lehim timseklerinin malzeme analizi
ve temas yuzeylerinde kaplama kalinligi olgimu bulunur.

Bu kigUk yapilarin test edilmesi, minik olcUm noktalari
gerektirir. Bu nedenle XDV®-y WAFER cihazlarinda
polikapiller optikler bulunur. X isinlarini sadece 10 - 20
um'lik bir olgum noktasina odaklarlar. Bir XDV®-u WAFER
sistemi boylece munferit cihazlarin geleneksel cihazla-
rinkinden ¢cok daha kesin karakterizasyonuna izin verir.

Ozellikler

m Capi6ila12ing¢ arasinda degisen waferslarda oto-
matik olcimler icin 0zel cihaz

m Standart olarak molibden anotlu mikrofokus tupleri,
istege bagli olarak tungsten anot

m 4 farkli otomatik degistirilebilir filtre

m Optimal lokal ¢gozundurlik; halo icermeyen polikapiller
optik, 10 veya 20 um FWHM olcim noktalarina izin
verir

m ince katmanlarda maksimum hassasiyet icin SDD
dedektoru

m Kucuk yapilardaki otomatik olcumler icin vakumlu
wafer sabitleyici ile hassas, programlanabilir olcim
asamasi






Faaliyet halindeyken bile kalite guvencesi

Otomotiv, elektronik veya galvanik ortamlarda robotlar, tekrarlayan dizilerin hem hassas hem de
hizli bir sekilde yapilmasi gereken alanlarda giderek daha fazla kullanilmaktadir. Bu sure¢ sabit
kosullar altinda optimize edilebildiginden, bu sadece kaliteyi artirmakla kalmaz ayni zamanda

maliyetleri de dusurur.

Bu vizyonun gercege donusmesi icin kalite kontrolinun Uretime ayak uydurmasi gerekiyor. Guglu -3

"

ve tam entegre bir olgum teknolojisi gerektirir. Bu amacla, Fischer, otomatik talas uretimiigin - -

temiz oda uyumlu olcum sistemlerinden, Uretime sorunsuz bir sekilde entegre edilebilecek kap-
lama kalinligr olgimu modullerine yonelik ozel yapim X-isini ¢ozUmleri sunmaktadir. \
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Otomasyonda FISCHERSCOPE® X-RAY

Verimlilik, esneklik, seffaflik ve siirekli stire¢ optimizasyonu talebi, modern tretim sistemlerinde kilit
bir rol oynar. Uretim 6l¢iim teknolojisi icin bu su anlama gelir: daha hizli, daha uyumlu, daha dogru ve
daha glivenli. Ugtan uca ¢ozlimleri ile Fischer, gereksinim analizinden kuruluma ve sistem entegras-

yonuna kadar tim muhendislik slirecini kapsar.

FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-u SEMI

Yari iletken endustrisinde kalite kontrolu
icin tasarlanan FISCHERSCOPE® XDV®-u
SEMI serisi wafer kullanimiyla dikkat
cekiyor. Wafer'lari FOUP veya SMIF kutu-
larindan nazikce alir ve bunlari gtvenli
bir sekilde kapsullenmis olcim odasina
yerlestirir. Olcim otomatik olarak yapilir.
Goruntl tanima sayesinde, belirtilen
olgim konumlari guvenilir bir sekilde
denetlenir.

FISCHERSCOPE® X-RAY 5000

Bu seride yer alan cihazlar moddler yapi-
ya sahip olduklariigin uretim hatlariigine
kolayca yerlestirilebilirler. X-RAY 5000

in ana gorevi genis yuzeylereki cok ince
kaplamalari, ornegin fotovoltaikler

(CIGS; CIS, CdTe). X-ray tupu, detektor ve
primer filtre istege gore secilebilir.




Serit galvanik kaplamalarda proses kontrolu
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Fischer'den otomasyon ¢ozumleri

FISCHERSCOPE® X-RAY 4000

FISCHERSCOPE X-RAY 4000, serit elektroliz islemi sira-
sinda kaplama kalinligini dlgmek icin tasarlanmistir.
Ultra hizli hareket eden mekanik olcim kafasi, test
parcasinin ¢esitli yerlerinde olcim yapilmasini mimkin
kilar. X-1sin1 kaynagi ve dedektor gereksinimlerinize gore
ayri ayri secilebilir.

X-1s1n1 otomasyon hatti ¢oziimlerimizin 6zellik-
leri

m Endustriyel tesis ortaminda kolay entegrasyon

m Fieldbus sistemleri ile kesintisiz IT entegras-
yonu

m Olcme gereksinimlerine gore musteriye ozel
uyarlamalar”

m Cesitli ek secenekler
m Kolay olceklenebilirlik

m Bireysel olarak uyarlanmis servis teklifleri
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Ol¢menin standart bir yolu var mi?

Bir ortacag pazari. Hizmetgi, 16 top kumas almak icin yakindaki sehre gonderilir. Fiyat ona ali-
silmadik derecede dusutk gorunur. Bu gercek bir pazarlik midir, yoksa ol¢u birimi burada kendi
sehrinde oldugundan daha mi azdir? Ya haniminin elbisesi igin yeterli kumas yoksa? Neyse ki,
hizmetci sehrindeki belediye binasinda sergilenen yerel ol¢tnun kolundan biraz daha uzun oldu-
gunu bilir. Burada da sergilenen bir olcu vardir. Bu sehirdeki ol¢u gercekten daha azdir. Boylece
hizmetci, haniminin elbisesi icin 18 top kumas alir!

Her sehir kendi 0znel ol¢u birimine sahipti. Her cetvel kendi ol¢u birimlerini tanimlayabilir. Bugun
isler farkli, Uluslararasi Biiro des Poids et Meures (BIPM) ve Physikalisch-Technische Bundesans-
talt (PTB) gibi kurumlar, her yerde, her zaman cogaltilabilen tek tip metrolojik standartlar sagli-
yor. Olgiim cihazlarinin beklenen dogrulugu saglamasi icin uluslararasi birimler sistemine gére
izlenebilecek standartlara gore kalibre edilmesi gerekir.
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Guvenebileceginiz standartlar

Sadece iyi ayarlanmis bir gosterge dogru sonuglar verebilir. Bu yiizden Fischer kalibrasyon stan-
dartlari igin hassasiyete oncelik verir. Kurum i¢i kalibrasyon laboratuvarimiz tiim diinyada taninan

izlenebilir standartlar iiretmektedir.

Kaplama kalinligi veya malzeme analizi i¢cin 700'Un Uze-

rinde farkli kalibrasyon standardi ile Fischer her uygula-
ma icin dogru standarda sahiptir. Korozyon korumasi icin
hazir setler, baskili devre kartlari ve RoHS ile 0zel olcim
gorevleriicin hazirsiniz.

Kalibrasyon standartlari kaplamali baz malzemeler veya
folyolar olarak mevcuttur. Folyo standartlari, olgum ihti-
yaciniza en uygun sekilde olmasi icin diger malzemelerle
birlestirilebilir. Uzmanlarimiz memnuniyetle dogru kalib-
rasyon stratejisini bulmaniza yardimci olacaktir.

Akredite test laboratuarlari

Fischer birkac onaylanmis kalibrasyon laboratuvarina

sahiptir. Uzmanligimiz: Fischer, DIN EN ISO / IEC 17025
uyarinca gerekli "ylzey ol¢uleri” i¢in kalibrasyon stan-

dartlarini sertifikalandiran tek sirkettir.

Bu standartlar, kaplama kalinliklarini olgmek igin X-ray
floresan cihazlarini kalibre etmek i¢in kullanilir. Physika-
lisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Ulusal Standartlar
ve Teknoloji Enstitisi (NIST) veya Ulusal Metroloji Ensti-
tusl (NIM) gibi devlet metroloji enstitiilerinin en ylksek
kalite standartlarina uygundur.

Uluslararasi alanda kabul gormds kalibrasyon ve analiz
sertifikalarimiz sayesinde musterilerinizin Urtnlerinize
duydugu glvenin artacagina emin olabilirsiniz

Benzersiz hizmetlerimiz:
Kisisel kalibrasyon standardi olarak kendi iiriiniiniiz

Kalibrasyon laboratuvarimiz tarafindan uzun yillar icinde
gelistirilen deneyim ve uzmanlik sayesinde musterileri-
mize ayricalikli bir servis hizmeti sunmaktayiz.

Benzersiz bir hizmet olarak musterilerimize 6zgu kalib-
rasyon standartlari gelistirip, sizin icin sertifikalandirabi-
liriz.

Numunenizi bize gonderin, laboratuarimiz numuneyi test
edecek ve ISO 17025'e gore bir kalibrasyon standardi
olarak sertifikalandiracaktir. Gerekirse, Fischer kendi
karsilastirma ve dogrulama olcumlerini yapmalarini sag-
lamak icin ortak laboratuvar agina da ulasacaktir.

Ardindan, drununizle tam olarak eslesen sertifikali bir
test standardi alacaksiniz, boylece her denetimden ko-
laylikla gececeksiniz!
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Cihazinizin kullanim omri boyunca guvenilir bir
ortak

Her ihtiyacinizda yaninizdayiz

m Telefonda destek ve online erisim

m Dinya capinda bolgesel servis hizmetleri
m 21 llkede yerinde servis

m Bireysel Urln egitim seminerleri

m ihtiyaca 6zel servis anlasmalar

m Kalibrasyon servisi

m Bireysellestirilmis gorev programlama

m Cihaz kiralama hizmeti

X-ray cihazini daima kullanima hazir

Fischer icin musterilerimize servis ve yakinlik ¢ok
onemlidir. Uzmanlarimiz, cihazinizin tim kullanim omru
boyunca size tavsiye ve destek konusunda yardimci
olacaklardir. ihtiyaciniz olan yardimi hizli bir sekilde
alacaginizdan emin olabilirsiniz. Uygulama laboratuvar-
larimizdan da ek destek alabilirsiniz. Bu, en iyi olguim
yonteminin secilmesini veya uygun bir olgim programi-
nin tanimlanmasini da icerir.

Tavsiyemiz: diizenli bakim

Cihazinizin omrind uzatmak icin, dizenli olarak, yilda en
az bir kere, bakim yapilmasini tavsiye ediyoruz.

Tum servisler tesisinizde 0zel olarak egitilmis servis per-
sonelimiz tarafindan yapilmaktadir. Bu, bekleme suresini
minimumda tutar.




™, ’’ Fischer'de, musteri iliskile-
1 ri cthazin satisi ile bitmez,
sadece baslangictir. W

Paul Comer, Graphic Plc., ingiltere Teknik Miidiird




Bizi buralarda bulabilirsiniz: _ ) )
AFRIKA | ASYA | AVUSTRALYA | AVRUPA | KUZEY AMERIKA | GUNEY AMERIKA

Deneyimli kadromuz size bdlgenizde ve ulusal dilinizde danismanlik yapmaktan mutlu-
luk duyacaktir. Kisisel iletisim ortaginizi asagidaki adreste bulabilirsiniz:

www.helmut-fischer.com
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